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ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE (OLED) DISPLAYS -
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FOREWORD

© IEC:2013

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC

is to promote

interratiomat CO-0peration on 4all questions concerning standardaliZatiorn 1n the efectricdl
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (herea
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC
in tHle subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern
govegrnmental organizations liaising with the IEC also participate in this prep
with [the International Organization for Standardization (ISO) in accordat
agrepment between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters exppé

radetectronit flelds. To

iffcations,
hs “IEC
interested
hd non-
closely
ined by

an intefnational

conslensus of opinion on the relevant subjects since each technisal com from all
interpsted IEC National Committees.

3) IEC [Publications have the form of recommendations for infernatiqnal use’ an National
Com ] t of IEC
Publ|cations is accurate, IEC cannot be held respongi for any
misipterpretation by any end user.

4) In oyder to promote international uniformi ications
trangparently to the maximum extent possible in h' b egional publications. Any diVfergence

betwleen any IEC Publication and the corresponding nationahorxegional publication shall be clearly indjcated in

the Iatter.

5) IEC ftself does not provide a

services carried out by indepe ifi en\odies.

6) All upers should ensure that thg S editten—of this publication.

ndent certification bodies provide cgnformity

i attestation of co Nity. In ificati i i i
assejssment services and, & e 4 ess tQIEC mapks of conformity. IEC is not responsible for any

7) No lijability shall aft pyees, servants or agents including individual expprts and
members of its tighal Committees for any personal injury, property damage or
othe other direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
exp¢ ¥ of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publ

8) Atted efefences cited in this publication. Use of the referenced publicftions is
indis ation of this publication.

9) Attentiop~s drawn tothe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sybject of
pate N held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interndti =C 62341-5-2 has been prepared by IEC technical committee 110:

Electrd

The textof this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
110/472/FDIS 110/486/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62341 series, published under the general title Organic light
emitting diode (OLED) displays, can be found on the IEC website.


https://iecnorm.com/api/?name=dd6409bca93cf97210f828e5a51c28d0

62341-5-2 © IEC:2013 -5-

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

IMPO =
that |t contains colours which are considered to be useful for\the_ <¢cprrect
underptanding of its contents. Users should therefore print thi owt using a

coloufr printer. /\

#
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ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE (OLED) DISPLAYS -

Part 5-2: Mechanical endurance testing methods

1 Scope

This part of IEC 62341 defmes testing methods for evaluatmg mechanlcal endurance quality

of Orga

for trar

outline

preferred test methods for judging the mechanical endurance prop

niform
Hisplay

d in speC|f|c parts of IEC 60068 The object of th|s standard |

devices.

There to the
produg kaged
form. pst are
introdu to the
transp mobile
applicgti bpecial

considge
specim

NOTE
emitting

- use

- ope

— megsuring methods.

2 Nc»rmative

are indispens
undated

of the

hic light

diodes is considerably different from that of }i ges in such matters as:
i materials and structure;

ation principles;

part, are normatively referenced in this documgnt and
“For dated references, only the edition cited appli¢s. For
est edition of the referenced document (including any

IEC 60068-2<6; ifonmental testing — Part 2-6: Tests—Test Fc: Vibration (sinusdidal)

IEC 60068-2:27:2008,

IEC 61

Environmental testing — Part 2-27: Tests—Test Ea and guidance: |Shock

747-5:1998, Liquid crystal and solid-state display devices — Part 5: Environmental,

endurance and mechanical test methods

IEC 61
mecha

747-5-3:2009, Liquid crystal display devices — Part 5-3: Environmental, endurance and
nical test methods — Glass strength and reliability

IEC 62341-1-2:2007, Organic light emitting diode displays — Part 1-2: Terminology and letter
symbols

IEC 62341-5:2009, Organic light emitting diode (OLED) displays — Part 5: Environmental

testing

methods

IEC 62341-6-1:2009, Organic light emitting diode (OLED) displays — Part 6-1: Measuring
methods of optical and electro-optical parameters
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IEC 62341-6-2:2012, Organic light emitting diode (OLED) displays — Part 6-2: Measuring
methods of visual quality and ambient performance

ISO 2206:1987, Packaging — Complete, filled transport packages — Identification of parts
when testing

ISO 2248:1985, Packaging — Complete, filled transport packages — Vertical impact test by
dropping

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IE( nd the

following apply.

strength
stress pt which a sample fails for a given loading condition

3.2
glass edge strength
measufed stress at failure where the failure origin is

ave oscurred at an edge

4 Abbreviations

FEA finite element analysis
FPCB flexible printed gircuit board
Bio the value at IS etbull distribution [1]1

TSP touch scree

5 Stpndard a@s

The standard at ' in [EC 62341-5:2009, 5.3, shall apply unless otherwise
specifically agreed bef \ i

6 Eva

6.1 Visual ‘examination and verification of dimensions

The specimen shall be submitted to the visual, dimensional checks in non-operation condition
and fuhch . ; Iy ) . e

a) Visual checks of damage to exterior body of the specimen including marking,
encapsulation and terminals shall be examined as specified in IEC 61747-5:1998, 1.5.

b) Dimensions given in the customer’s specification shall be verified.
c) Visual and optical performance shall be checked as specified in IEC 62341-6-1.

Unless otherwise specified, visual inspection shall be performed under the conditions and
methods as specified in IEC 62341-6-2:2012, 6.2.

1 Numbers in square brackets refer to the bibliography.


https://iecnorm.com/api/?name=dd6409bca93cf97210f828e5a51c28d0

-8- 62341-5-2 © IEC:2013

6.2 Reporting

For the main results in each test, generally the minimum and averaged values or B4, value

instead of minimum value shall be reported over the number of specimens depending on the
test purposes. The relevant specification shall provide the criteria upon which the acceptance
or rejection of the specimen is to be based.

7 Mechanical endurance test methods

71 General

Choicq of the appropriate tests depends on the type of devices. The r nt specification
shall sjate which tests are applicable.

7.2 Vibration (sinusoidal)
7.2.1 General

pplicable wijth the

Test Hc, specified in IEC 60068-2-6 and IEC 61747-5:
i nese standards,

followihg specific conditions. In case of contrad
IEC 61[747-5:1998, 2.3, shall govern.

7.2.2 Purpose

The plrpose of this test is to investjgats t 3 i he specimen in a vipration

7.2.3 Test apparatus

¥ test conditions specified in 7.2.4. The
e test condition vibration frequency(range.
The refuired characte 3 plete vibration system, which includes the|power
amplifier, vibrat@ , secimenN\apd control system when loaded for testing. The
body df the devi ) € ped during the test. If the device has a splecified
metho o clamp the device. The specimen shall be|tested
under

The equipment shall be
vibratign testing table st

7.24
7.2.41
7.2.4.1.

The bgsiC/motion shall be a sinusoidal function of time and such that the fixing points| of the

specinmep-move enhcfnnhnlly in rl_\hncn and-in e+r9|ghf pnrnllnl lines

7.2.41.2 Spurious motion

The maximum amplitude of spurious transverse motion at the check points in any
perpendicular to the specified axis shall not exceed 25 %. In the case of large size or high
mass specimens, the occurrence of spurious rotational motion of the vibration table may be
important. If so, the relevant specification shall prescribe a tolerance level.

7.2.41.3 Signal tolerance

Unless otherwise stated in the relevant specification, acceleration signal tolerance
measurements shall be performed and signal tolerance shall not exceed 5 %.
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7.2.41.4 Vibration amplitude tolerance

Reference point: £ 15 %;

Check point: + 25 %.

7.2.41

7.2.41.

5 Frequency tolerances

5.1 Endurance by sweeping

+ 1 Hz from 5 Hz to 50 Hz;
+ 2 % above 50 Hz.

7.2.41
+2%.

7.2.4.2

7.2.4.2.

A vibrati

vibratig

7.2.4.2.

The fr
freque

5.2 Endurance at critical frequencies
Severities
1 General

Table 1 — Fr qu n 2ower end

< \T 2

20
— Frequency range — Upper end
Upper frequency f,
Hz

55

100

200
300
500

range,

lower
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The recommended ranges are shown in Table 3.

62341-5-2 © IEC:2013

Table 3 - Recommended frequency ranges

Recommended frequency ranges, from

fito f,
Hz

5to 100
5 to 200
5 to 500

7.2.4.2.

The vibration amplitude shall be stated in the relev
amplitydes with cross-over frequency are shown in Tabl

Table 4 - Rec@ ed‘vipration Qp

3

10 to 95
10 to 200
10 to 300
10 to 500

Vibration Amplitude

iQn. Recommended vi

des

bration

Displacement amplitude
below the cross-over Acceler iomamplitude above the cross-over frequengy
frequency

0,0 0,5

0,075 ( 9 8 1,0
Qm 14,7 1,5

19,6 2,0

<z\ 3,0

7.2.4.2.4 ndurance
7.2.4.24.1 ance by sweeping
The ddration of the endurance test in each axis shall be given as a number of sweep

I%/‘Fl{viu\ei\ﬁﬁ\{y in Table 4 for cross-over frequencies between 57 Hz and 62 Hz.

cycles

chosen from the list given below.

1, 5,10, 20, 30, 45, 60, 120

The sweeping shall be continuous and the frequency shall change exponentially with time.
The endurance time associated with number of sweep cycles or sweep rate in octaves/minute
shall be specified. During the vibration response investigation, the specimen and the vibration
response data shall be examined in order to determine critical frequencies.

7.2.4.2.4.2

Endurance at critical frequencies

The duration of the endurance test in each axis at the critical frequencies found during the
vibration response investigation shall be chosen from the list given below. This test shall be
repeated for the number of critical frequencies as specified by the relevant specification.

10 min, 15 min, 30 min, 90 min.
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7.2.5 Evaluation

After the test, visual, dimensional and functional checks shall be performed and compared as
described in 6.1.

7.3 Shock
7.3.1 General

IEC 60068-2-27 and 61747-5:1998, 2.4, shall be applied with the following specific conditions.
In case of contradiction between these standards, IEC 61747-5:1998, 2.4, shall govern.

7.3.2 Purpose

This tgst is to provide a standard procedure for determining the abili hnel or

modulé OLED
panel ¢r module may be subjected to conditions involving relatively i S.
7.3.3

The body of the specimen shall be securely clamped ig the ' irection
alignin shock test algng the

y’-dire
used tq

stallation, it shall be

v
> OLED
module
\\\ \> Y
z N
N ,
.. x
z' IEC 1686/13
a) Example of a shock test machine b) Test direction of a specimen

Figure 1 — Configuration of OLED shock test set-up

7.3.4 Test procedure

Test Ea, specified in IEC 60068-2-27, is applicable, with the following specific requirements.
The conditions shall be selected from Table 5, taking into consideration the mass of the
device and its internal construction.
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Table 5 — Conditions for shock test

Peak amplitude 4 Corresponding duration D of the | Corresponding velocity change
nominal pulse 4V
Half-sine Trapezoidal

m/s? (g,) ms m/s m/s
50 (5) 30 1,0 -

150 (15) 11 1,0 1,5

300 (30) 18 3.4 4.8

300 (30) 11 2,1 2,9

300 (30) 6 1,1 1,6

500 (50) 9

500 (50) 3
1 000 (100) 9,
1000 (100) 5

2 000 (200) 10,6

2 000 (200) 5,3
5 000 (500) -
10 000 (1 000) -

NDTE Preferred values are underlined{

mbwy of factors, and difficulties inherent
being given in the standarfd (see
ecification shall state the wajeform

The cHoice of waveform to be used depends on

in making such a choice~preclude d
IEC 60068-2-27:2008, Clause r 5
utilized.

Unless| otherwis VA pecification, three successive shocks shall be
applied in each i lyYerpendicular axes of the specimen, for a {otal of
18 shocks. Depend;j \ identical devices available and the mgunting

arrang e casg of components, they may be oriented such that the
multipl s of the relevant specification can be met by the application
of thre only (see IEC 60068-2-27:2008, Clause A.7).

7.3.5

Visual,| di iohal and functional checks shall be performed and compared as descr|bed in
6.1 to

7.4

7.4.1 General

IEC 61747-5-3:2009, 5.4, is applicable with the following specific conditions.

7.4.2 Purpose

The objective of this standard is to establish uniform requirements for accurate and reliable
measurements of the quasistatic strength of OLED panels or modules. The quasistatic
strength of OLED module may be specified to ensure the mechanical endurance level from
the quasistatic external loadings in and around the display area in normal use, such as sitting
on the product or touching/pushing fingertip in the display area.
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7.4.3 Specimen

This standard applies to the OLED panels or modules for mobile and IT application. OLED
module products incorporating additional components, e.g. TSP, protective film and window
cover may be used as an acceptable form of the specimen. In all cases a minimum sample
size of at least 6 panels or modules shall be used to obtain a statistically significant strength
distribution representative of quasistatic resistance of the specimen to external loadings
induced by handling, processing and fabrication of the specimen specified as a part of the end

product.
Frame with FT)
cavity >
1/
—
.

b) Side support

Specimen

Hard pldg

N

IEC 1687/13

ay

gth measurement apparatus exampl

7.4.4

The qt is measured by supporting the specimen pn the
mounti enter as shown in Figure 2. The specimen shall|be put
on the ngtlar cavity as shown in Figure 2a) or on side supports as|shown
in Figyre 2b The fangular cavity in the frame (Figure 2a)) shall be specified by
the relpv; icab hall be as big as the edge of the supporting area allows. It is
recom avity to be around the active area size for mobile applicatign. The

tip of shall be rounded in shape and the diameter of the metal rod|varies
nen size under testing. It is recommended to use a metal rod of 10 mm
in diameter for the~amples up to 101,6 mm (4 inches) display diagonal length. For]|larger
modulgs;$uch as for notebook computer or monitor applications, a rod of 19 mm diameter is
recom lle off-
center and obtalnlng its strength at different locations. For TV applications, this quasistatic

strength test is generally not applicable.

7.4.5 Test procedure
7.4.51 General

The displacement rate should be slow enough so that there is no significant dynamic
response from the loading such that the maximum strain rate upon specimen shall be of the
order of 1,0 x 10" s-1 [3]. Typical loading rate or crosshead speed is 3 mm/min or 5 mm/min
for small size displays such that failure may occur within the measurement time of 30 s to
45 s. Depending on the purpose of the test, the following test procedure may be applied.
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7.4.5.2 Static loading resistance

For this test, a specified load is set to assess module resistance to external static load from
the relevant specification. A specified load is set and load is applied on the surface of the
specimen by lowering the metal rod as shown in Figure 2. After reaching the specified load,
the rod is set to return back to starting position. Multiple loads may be applied in steps. The
loading position of the specimen shall be the center of the active area of the display, but
multiple loading positions including off-center position may also be applied depending on the
area of interest.

7.4.5.3 Quasistatic failure load

In the re the
failure ecimen
breaks]. The specimen is categorized as a failure when the applied load S y more
than a|designated portion, e.g. 2 % of the peak load value.

7.4.6 Evaluation

For theg static load test, the relevant specification shall prdvi | upon
which the acceptance or rejection of the resistance of i failure
load tgst in 7.4.5.3, the average, maximum and mj oad of
each tIst specimen are reported. It shall be noted in en if it
incorpgrates any additional component.

7.5 Four-point bending test

7.51 General

This standard is established sepa -5-3, ization of
glass ¢omponent is parti zed. ' i ass or
simply|flexural strengt i sessed
in the four-point bendi f four-
point Bending t mobile

applicgtions, whi

7.5.2
The fo important since the result of this test can be used|as an
indicatpr urance level when either panel sample or module sample is

expose nlcal loadings under hostile usage conditions, such as twisting a
handsg X pose of this test, glasses in OLED display panels are congidered
brittle and to ha property that fracture normally occurs at the surface of the glads from
the maximum. tensile/stress. The failure strength of display module is determined when a
weakes$t component in the spemmen fails. Dependmg on the panel structure the weakest link
could be S C S of $ealing
mater|al The four pomt bendlng test is recommended since |t d|str|butes the maximum tensile
stress over a larger volume or area in comparison to the three-point bending test.

7.5.3 Specimen

The specimen is a display panel consisting of rear and front glasses. The test specimen may
contain a polarizer; however, it is not necessary if the testing is done at production phase
where the polarizers have not yet been placed. The use of polarizer or other low elastic
modulus tape is permitted on the specimen surface to hold the cracked fragments and permit
observation of crack origin. At least 10 specimens shall be used for the purpose of estimating
the mean. A minimum of 20 specimens shall be necessary if estimates regarding the form of
strength distribution are to be reported. Unless otherwise taken for specific purpose, the
samples shall be taken from several sheets or regions of a single sheet from which the
display panels are made. Any specimen may be rejected prior to testing for defects
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considered likely to affect the quasistatic strength of the edges of glass. The variation in width
or thickness shall not exceed 5 % over the length of the specimen equal to the support span.

7.5.4 Test apparatus
7.5.4.1 Testing machine

The testing machine consists of a test frame and a four-point bending test fixture. Figure 3
illustrates an example of four-point bending test fixture with an OLED panel specimen. The
test frame consists of a vertical loading machine, which could be electromechanical, servo-
hydraulic or pneumatic driven, a load cell mounted and controller software. It is assumed that
the flxtures are relatively rigid and that most of the testing-machine crosshead travel is
i r-point

ciently
relieve
er also
ct with

oad between the two inner Qearing
&: ing assemblies.

shall b
specin
edges.

Bearin
cylinde

Test
fixture]

8/13

/—:\/,\

X \\\ig::::;%i L

IEC 1689/13

b) Y-direction bending

a) X-direction bending

Figure 4 — Specimen configuration under four-point bending test

7.5.5 Test procedure

The specimen length, L is determined as the length of either the long side or short side of the
front glass as described in Figure 4a) and Figure 4b), respectively. The amount of overhang
of the specimen, d in Figure 3 shall be at least 2 mm beyond the outer bearings to allow the
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specimen to slide over the support and to eliminate the effect of the specimen’s end condition.
Slowly apply the load at right angles to the fixture. The maximum permissible stress in the
specimen due to initial load shall not exceed 25 % of the mean strength. In four-point bending
test, a specimen is loaded at constant displacement rate until rupture. The displacement rate
to be used depends on the chosen spans and it is chosen such that the time to complete one
test cycle would be sufficiently long as described in 7.4.5.1 while times to failure for a typical
specimen range from 30 s to 45 s. In Table 6 some examples of the combinations of test
configurations and displacement rates are given.

Table 6 — Examples of test parameter combinations

L (ram) S (mm) S, (mm) Displacement rate
D ° t (mm/miny—_
25 20 10
45 40 20
85 80 40

Specifically the span between the test jig and loading for a
different specimen size with a specified support span (S r most
part ofl panel edge under bending. On the other ha g area
size on glass edge strength and to test under the( sar i of the

specinien sizes tested, a constant load span ang PO & 1y be specified. In any case,
the load span shall be the half of the AN [3 ‘ i ylinders shall be carefully
positiohed such that the spans are acct

7.5.6 Post-testing analysis

7.5.6.1
Since |OLED panels ms 9 if es for various emission mechanisms and
encapgulation schemes, ps i y hence,

fracturg origin o e, it is
requirgd and impuria ng the
ical endurar hrough
fractography is ge ] modes

i i A ucture

The mlechanica hen a
specimen under thedest procedures described in this test method fails. It is very impoftant to
convert these failure load values into a standardized expression of failure stress, or sfrength

sizes and Weibull statistical parameters can quantify this variability [1, 6]. There are a few
ways of achieving the strength data. FEA simulation is often adopted to estimate the strength
value, 0,5, from the failure load, F and flexural stiffness. Usually for the given glass material

data, a table of conversion factor B, such as o5« = B x F is constructed from a series of FEA

simulation results ranging over the various sizes and thicknesses of the panel. Each test data
can be directly converted to its corresponding strength data for the given size and thickness
of the specimen by simply multiplying this conversion factor. If the size or thickness of the
specimen does not match exactly with those of the table, the value shall be linearly
interpolated from the conversion table. If the deformation before failure exceeds a few percent
of the support span (Sg), FEA simulation with nonlinear theory shall be employed for accurate

stress evaluation. A detailed example of test results analysis using FEA simulation is
introduced in Annex A.
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There may be a few more methods in extracting the strength data. One of the other methods
is the direct use of strain measurements. In this method, several strain gages are bonded to
the bottom surface of the specimen, where the maximum tensile stress is considered to occur.
Because strength value is closely related to failure strain value, the strength value can be
converted from the failure strain. It is considered that five or more samples for the strain gage
measurements are used to calculate the averaged conversion factor between the applied load
and strain measurements. Further tests for the remaining samples are allowed to convert
failure loads to failure strain using the conversion factor. Another method would be the
measurement by observation of fracture surface. The strength can be estimated from the
crack origin and its corresponding mirror zone measurement [4, 5]. It shall be noted if a crack
originates from the sealing material, the mirror zone measurement in the glass panel is
irrelevant due to the residual stresses pre-existing from the sealing material. This method is
often mbimation with breakage origim anaty 0 determine the—maim cause and
effect ¢f the failure.

7.5.7 Evaluation

In the|form of test result reporting, the averaged or mininylm uld be
reportgd in the specification, but B,y strength after statistica a i i$ more

recomimended. The method of strength data extraction arq items b post-
testing| analysis are to be given in the relevant specification: imww or Byg strength,

shape |factor or standard deviations, mean streng ‘ g with raw data of each
specinjen shall be reported. The relevant specification\s QVi e criteria upon| which
the acgeptance or rejection of the specijr i :

7.6 Transportation drop test
7.6.1 General

ISO 2248 shall be applied/with

7.6.2 Purpose
The objective o
dropping a complete A

7.6.3

test by

The te lly’be filled with OLED modules or panels mainly for mobjle and
notebo . If the number of test samples is insufficient to fill the
packag s Wwles’ with no mechanical defect may be used. Ensure that the test
package i : mally, as if ready for distribution. The number of transport package for

7.6.4 | Test procedure

The test package is raised above a rigid plane surface and released to strike this surface after
a free fall. The atmospheric conditions, the height of drop, and attitude of the package are
predetermined. The predetermined attitude of the test package shall be expressed in one of
the following ways to impact on a specimen as expressed in ISO 2248:1985, Clause 7 and
Annex, using the method of identification given in ISO 2206. Impact on a face, impact on an
edge, and impact on a corner are the basic drop attitude types to be chosen, and the multiple
drops of one attitude type or combination of 2 or 3 attitude types are more realistic to check
the mechanical endurance under various vertical impacts during shipping and handling
processes.

The following order of drop attitude in Table 7 is an example of sequence of tests for a mobile
OLED transport package.
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Table 7 — Example of package drop sequence

Drop order Description
corner a Corner a on which drop is regarded to be the weakest.
sides b, c, d Sides that are connected to corner a.
faces e, f, g, h, i, j Face e is the bottom face when corner a, is positioned as shown in Figure 5.
Faces f, g, h, i and j are top face, right-hand side face, left-hand side face, front
face and rear face, respectively.

See T3ble 7.

Figure 5 — Orderof tra

The tolerance of the height in the predetermined eNis within £ 2 % of the predetermined
drop height. For edge or cqQrner drops th betweeén a predetermined surface gnd the
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7.6.5 Evaluation
Visuall, dimension
in 6.1 ¢f this standar,

th te

all be performed and be compared as degcribed

7.7 Peel stren
7.71

The pyrpose ofthis\test is)to measure the bonding strength or to determine complian¢e with
specified bonding*strgngth requirements. This test is intended to show the bonding strepgth of
FPCB |on OLED~modules used for mobile applications. Peel strength is regarded jas the
bonding strength divided by the test span and can be used to compare specimens of yarious
sizes.

7.7.2 Test procedure

After fixing the substrate in an OLED module, a FPCB specimen shall be pulled with a push-
pull gauge or equivalent until it is completely removed from the device as shown in Figure 6.
There may be various ways of clamping the FPCB specimen and preparation of the FPCB
specimen for pulling. Due to the difficulty in gripping a FPCB of the full span, it may be
necessary to cut out the remaining part of the FPCB for the proper test span after assembly.
The recommended test span is 10 mm. The test span location of full FPCB span shall be
specified as the left, center, right or any designated portion. The specimens shall be prepared
with one test span position or combination of several test span positions. At least six samples
shall be evaluated. The FPCB sample shall be tightly gripped and shall be pulled to failure as
depicted in Figure 6. The bonding strength is a maximum value indicated by the gauge. In all
cases, whether the specimen is pulled over the full FPCB span or part of the span, the peel
strength is regarded as the gauge value divided by the test span. It shall be noted that the
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direction of pull and bonded device are to be kept perpendicular during the test. The pull

speed should be sufficiently low as described in 7.4.5.1.

/ [/

7.7.3 Evaluation

The pgel strengthrs egual tothe
noted [that the it
elimingted from the data i

strength per unit
conditipns of tes

rength test

final report. The minimum and averaged
pofted. The fa|Iure modes, number of spemme

IEC 1691/13

5 hall be
due to defect in the FPCB specimen SE

all be
eeling
s and
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Annex A
(informative)

Example of the raw test data reduction
for four-point bending test

A.1  Purpose

The purpose of this example is to explain how to relate the strength of a test specimen to
four-point bending test results as described in 7.5.6.2. By combining four-point bending test
results’]eand a conversion factor from finite element analysis (FEA), failure Joads are converted

to corresponding strength data before fitting them to a Weibull distrib tistical
strengfh estimation. This test example shall be used only for demofisttation e ersion
procesp and shall not be used directly for other purpose without verj ) PPN i

A.2 |Sample test results

A 50,8/mm OLED panel is selected to demonstrate the data B S bcimen
has dimensions of 34,3 mm in width and 48,9 m ~ M. The
thickngss of front and rear glasses is 0,4 mm and the

Dimensions in millimeters

IEC 16913

e A.1 — Specimen dimensions used for sample test

From theexample specification in Table 6, the loading span (S,) and support span (Sg) can be

selected to be 20 mm and 40 mm as shown in Figure 4a), respectively. Representative load-
displacement curves for 25 specimens out of a set of 30 specimens are shown in Figure A.2.
The failure load is determined to be a peak value before each curve starts to drop sharply.
The slope of each curve can be used to monitor or compensate whether or not the specimen
under test deviates from others as well as from the expected flexural stiffness for the given
specimen structure. The gradual rise in the early linear portion of each curve originates from
slight difference in timing of initial contact between the two loading bars and the top surface of
specimen. Table A.1 shows results of raw test data of failure loads and their slopes
(load/extension) for this set of specimens.
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Specimen 1 to 25
100
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Specimen #
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60 16
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0t — a’-'i‘——-._./_f/“} Lt 23

25

PO N U W

=]

Flexure load (N)

ép

—20

0 © 1000 2000 v
Flexure extension (um) A N
Figure A.2 — Examples of test results: lo pves

Slope Slope
No. | Force (N) (N/mm) (N/mm)
81,24 109,5 99,8

68,01 101,6

106,7
69,97 2,8 110,2
87,02 [ ) Q 69, 104,0 24 80,26 106,0
@ 111,0 \6\ 1,73 104,9 25 64,97 111,6
< 1, jé 66,93 105,8 26 73,99 109,2
9,

4 17 73,40 111,8 27 78,60 108,2
& 92 500, 18 61,64 105,6 28 78,11 108,1
,8 04,8 19 66,05 109,0 29 78,89 109,4

89, 11,4 20 53,31 108,6 30 73,60 115,4

1
2
3
4
5
6
7
10

A.3 Finite element analysis

To convert the test failure load data, F to strength o,,,, of each specimen, it is usually
assumed that there is a linear relationship between F and o,,,, such as o, = B x I/, where B

is a conversion factor. A table of conversion factors may be prepared in advance from a
series of FEA simulations for a range of widths and thicknesses of the specimen along with
different loading span and support span combinations. The conversion table is usually
applicable to a limited use when panel products are similar in both materials and structures.
For example, a conversion table may be applied without reservation for a limited range of
sizes within a single product line if similar materials and designs are used. Nevertheless, it is
not practical to construct a universal conversion table to cover all ranges of products due to
practical limitations where the simulation processes involve not only a large number of
variables, such as material properties and panel structures, but also due to the variety of
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numerical error estimates inherent in different implementation approaches of FEA simulation
rve-fitting.

and cu

Even t a few
critical|outlines can be introduced. In Figure A. 3 en and
its tesf set-up is shown. The geomg ; d to construct a meshed
specinmen and the loading and supp&gt cWind up are modelled as [a rigid
body. [To simulate the four-point bending test more detailed steps [in this
modelllng process such as allocating pmateria ies to each component of the slystem,
choice| of element types for the pa el 3 aterial as well as the contagt and
boundary conditions to b Since the test is performed [slowly
enoug imulation can be regarded eithef static
analys|s or quasistatic g Ramic gnalysis scheme with the loading ratg in the
range fonsidered to giveNneghgi ic effect as specified in 7.4.5. In this examp]e, two
quadrilateral 3-D nent ed in the thickness direction for modelling both
glass layers. SI@ ith commercial FEA package, ABAQUS [mplicit
code, YVer.6.92. rmation before failure may exceed more than a few
percer]: céed the thickness of the specimen. In this cdse, as
pointe stress which develops on the surface of the spgcimen
becomgs no onlinear geometry theory [7] should be applied. Accordingly the
convergsion fa tor B II 8r be a constant, but a variable dependent on level of|failure
load. In thissexample,.the\linear theory applied because the failure occurred at less than 2 %
of the $up

Figures A.4 through A.6 shows an example of the simulation results for the specimgn with
width of 40-mm when loading bars are set to move down toward the specimen by 2 mm. In
FigurelAxS the maximum principal stress around 570 MPa has been developed near the edge

in the bottom surface of the specimen. Because the strength of the specimen is much weaker
along the edge than those inside of the surface, the maximum stress along the edge shall be
collected and used to construct the relationship between the applied load and the maximum
incurred. In Figure A.6, the maximum principal stress and maximum edge stress are

stress
indicat

ed on the bottom surface of the specimen.

The edge stress near the maximum principal stress location can be found by searching
neighboring edge nodes. As the test is controlled by downward displacement of loading bars,
the load and stress relationship due to this external loading are coupled with the displacement
level of loading bars. For each incremental displacement of loading bar, the maximum edge

2 ABAQUS is the name of a product supplied by Dassault Systémes Simulia Corp. This information is given for

the convenience of users of this document and does not constitute an endorsement by the IEC of the product
named. Equivalent products may be used if they can be shown to lead to the same results.
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stresses and corresponding reaction forces from two support bars can be extracted from the
simulation results and both values are cross-related with each other.

The final form of relationship between the given failure load and its corresponding strength
after the simulation is shown in Figure A.7. Due to the slight nonlinearity in curve-fitting over
the full loading range (2 mm), only the lower portion of the failure load range was adopted for
accurate linear fitting as shown in Figure A.8. Note that the measured failure load shall fall
within the range of the linear fit, with relatively high correlation coefficient, at least 95 %. In
this example, the failure load from the test is at most within 100 N and it is well within the
fitting range. The final conversion factor B is found to be 1,74 from the slope of the fitting line.
Finally, it is advised to cross-check the validity of the conversion factor by checking whether
the flexural stiffness of the panel from simulation matches closely with the corresponding

slopes|of test data in Table A.1. ‘
A\ N

IEC 1695/13

Figure A.4 — Displacde after moving down loading-bar by 2 nmim

Figure A.5 — Contour map of maximum principal stress distribution
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\<6'rgure A.7 - Final relationship between panel strength and failure load
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Use of conversion factor

me procedure for
as introduced in

the sampling interval of the conversion factor calc

linear, but\t i
mulat{on i
latj

Table A2 ~.Exampte’of conversion factor (t = 0,4 mm, test span =20 mm/40 mm)

Width (mm) 30 35 40
Conversion 2.12 1,90 1,74
factor

idth of
limited

match
d from
tically,
is not
ulation
y so that the fitting error can be neglected during the linear
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Table A.3 — Failure load and converted strength data

No. | Force (N) St(ﬁgg)th No. | Force (N) St(ﬁgg)th No. [ Force (N) St(ﬁgg)th

1 81,24 156,8 11 66,35 128,1 21 67,33 129,9

2 68,01 131,3 12 75,07 144,9 22 66,54 128,4

3 69,97 135,0 13 67,62 130,5 23 80,16 154,7

4 87,02 167,9 14 69,19 133,5 24 80,26 154,9

5 78,20 150,9 15 81,73 157,7 25 64,97 125,4

6 65,27 126,0 16 66,93 129,2 26 73,99 2,8

7 65,17 125,8 17 73,40 141,7 27 78,60

8 47,92 92,5 18 61,64 119,0 28 78

9 78,89 152,3 19 66,05 127,5 29 .89

10 | 89,08 171,9 | 20 | 53,31 102,9 3o<\
With the conversion factor to be 1,93 for the width data in
Table A.1 can be directly converted to their corresp iplying
by B as given in Table A.3.
A.5 |Evaluation
For standard evaluation of strength, |\it i A to apply a Weibull distribuftion to
determjine the B4y streng < s¢ factors are commonly referenged for
evaluation of the cutting i 2ns. Fi = A.9 shows the result of curve fittihg of a
Weibull probability distri \ iation related to data scattering (shapqg factor)
and me¢an strength (scé . ides the full range of probability to failure [for the
converted stren ' 9,3 is determined from the result of Wejbull fit
paramg¢ters. Figure/A j edge
stress. Iwdetermined from the extracted data in the figure and
found two of
essent cutting
quality
It is al : ta are
fitted first and , B
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Figure A.10 — Fitted failure probability distribution of strength data
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AFFICHEURS A DIODES ELECTROLUMINESCENTES
ORGANIQUES (OLED) -

Partie 5-2: Méthodes d’essais d'endurance mécanique

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux dexla CEl)syLja CEIl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normah atlon dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres ag |v és Normes
interpationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des bles au
public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEI"). L ige a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa per. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalg rticipent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation idn (1ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations
Les flécisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions mesure
du ppssible, un accord international sur les sujets étudiés, & e la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque comité d’études
Les Publications de la CEl se présentent sous la formg—de reco dations int&rnationales et sont [agréées
comine telles par les Comités nationaux de Ja 3 gnnablgs sont entrepris afin que la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu techniquede seg El neeut pas étre tenue resgonsable
de I'¢ventuelle mauvaise utilisation ou interprétatign qui en par un guelconque utilisateur final
Dans alx de la CEIl s'engagent, dans|toute la
meslire possible, a appliquer de facon transparente Publications de la CEIl dans leurs publications
natignales et régionales. Toutes diverge ces Publications de la CEl et toutes publications
natignales ou régionales corrg én termes clairs dans ces derniéres
La JEI elle-méme ne fourn €. Des organismes de certification indégendants
fournjissent des service dans certains secteurs, accédent aux marfjues de
confprmité de la CEl un des services effectués par les organigmes de
certification indépendanis
Tous possession de la derniere édition de cette publicatipn.
Aucyne responsabilité a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
manglataires, y comprs ses_ex erts particuliers et les membres de ses comités d'études et des |[Comités
natignaux de la €EI, ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dominage de quelgque hat 7 directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de jy ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toutq au crédit qui lui est accordé
L'atte références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées estgbligatoire pour une application correcte de la présente publication
L’att aftirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvgent faire
I'objét de droits desbreyet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tdls droits
de bfevets et de ne pds avoir signalé leur existence.

La Norfmre—intermatiorate—CEH62344-5-2—a—¢été—établie pat te—comité—d-étades—+46—de—-+a CEI:

Dispositifs électroniques d'affichage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS

Rapport de vote

110/472/FDIS

110/486/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEl 62341, publiées sous le titre général Afficheurs
a diodes électroluminescentes organiques (OLED), peut étre consultée sur le site web de la
CEl.
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AFFICHEURS A DIODES ELECTROLUMINESCENTES
ORGANIQUES (OLED) -

Partie 5-2: Méthodes d’essais d'endurance mécanique

1 Domaine d’application

La prépente—parte—deta—GCE-62341definitdes—meéthode lité de
I'endu lectroluminesicentes
organiques (OLED) ou de leur emballage d' expedltlon Elle tient compfe acmesjure du
possib i S es de
la CEI|60068. La présente norme a pour objet d'établir des méthod g eférentielles

uniformes pour juger les propriétés d'endurance mécanique des ch

Il exis nt sur
I'envirg gnsport
dans un emballage. Les vibrations, les chocs, la résis s i urbure
a quafre points et I'essai de force d'adhérence fsont~ its<dci ement
d'utilisation, alors que les essais de chute pend ¢ a I i ement
de tramsport. Les essais d'endurance mé ’ & é : ans les
catégories suivantes: applications mébiles i i 5 bloc-
notes i e itations
spécia bcimen
serontl|i

NOTE ¢ diodes
électroly ints tels
que:

- las

- les

— les

2 Ré

Les dg ou en
partie, ur les
référer € I'édition citée s’applique. Pour les références non datees, la
derniéfe édition ument de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).
CEIl 60[068<2-6:2007, Essais d'environnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vibfations

(sinusoidales)

CEI 60068-2-27:2008, Essais d'environnement — Partie 2-27: Essais — Essai Ea et guide:
Chocs

CEI 61747-5:1998, Dispositifs d'affichage a cristaux liquides et a semiconducteurs — Partie 5:
Méthodes d’essais d'environnement, d'endurance et mécaniques

CEI 61747-5-3:2009, Dispositifs d’affichage a cristaux liquides — Partie 5-3: Méthodes
d’essais d'environnement, d'endurance et mécaniques — Résistance et fiabilité du verre

CEl 62341-1-2:2007, Afficheurs a diodes électroluminescentes organiques — Partie 1-2:
Terminologie et symboles littéraux
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CEI 62341-5:2009, Afficheurs a diodes électroluminescentes organiques (DELQO) — Partie 5:
Méthodes d'essai d’environnement

CEl 62341-6-1:2009, Afficheurs a diodes électroluminescentes organiques (OLED) -
Partie 6-1: Méthodes de mesure des paramétres optiques et électro-optiques

CEl 62341-6-2:2012, Afficheurs a diodes électroluminescentes organiques (OLED) -
Partie 6-2: Méthodes de mesure de la qualité visuelle et des -caractéristiques de
fonctionnement sous conditions ambiantes

ISO 2206:1987, Emballages — Emballages d'expédition complets et pleins — Identification des

différeptes parties e voe des essars

ISO 2248:1985, Emballages — Emballages d'expédition complets et § e choc

vertical par chute libre

3 Tdrmes et définitions

Pour |es besoins du présent document, les ternre donnés dans la

CEIl 62341-1-2, ainsi que les suivants, s’appliquent.

3.1
résistance

contrainte au niveau de laquelle un ¥chanti
chargeg donnée

3.2
résistance de bord du vérre
contrainte mesurée au Qi

4 Al réviatio@

5 Cganditions atmosphériques normalisées

Les c oivent

s'appli

biditions atmosphériques normalisées du 5.3 de la CEI 62341-5:2009

6 Evaluations

6.1 Examen visuel et vérification des dimensions

Le spécimen doit étre soumis aux contrbles visuels et dimensionnels en condition de non-
fonctionnement et aux contrdles fonctionnels en condition de fonctionnement. Les contrbles
sont prescrits par la spécification suivante.

a) Les contrdles visuels des dommages sur le corps extérieur du spécimen, y compris le

marquage, l'encapsulation et les bornes, doivent étre effectués comme spécifié au 1.5 de
la CEI 61747-5:1998.

1 Les chiffres entre crochets se référent a la bibliographie.
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b) Les dimensions données dans la spécification du client doivent étre vérifiées.

c) Les performances visuelles et optiques doivent étre vérifiées comme spécifié dans la
CEl 62341-6-1.

Sauf spécification contraire, l'inspection visuelle doit étre effectuée dans les conditions et
selon les méthodes spécifiées au 6.2 de la CEl 62341-6-2:2012.

6.2 Rapport

Pour les résultats principaux dans chaque essai, les valeurs minimales et moyennes ou la
valeur By, au lieu de la valeur minimale doivent généralement étre indiquées pour le nombre

d A QHR-eR-a n—faorneaetian—dac b fifa o locogaitl o candaificotion o oliaolhl dait—faoit i I
e Sp CTTCTTS~CTT TOTTC T OUTT U S UDJe oS Ut T o SSAar. Ca SpouimoatuT APyt e—aott—totHnir les

critére$ sur lesquels I'acceptation ou le rejet du spécimen doit étre basé(

7 Meéthodes d’essais d'endurance mécanique
7.1 Généralités

Le choix des essais appropriés dépend du type de disposi applicable doit

indiqugr les essais applicables.

7.2 Vibrations (sinusoidales)

7.21 Généralités

L'essal Fc, spécifié dans la CEl 60068 a e la | 61747-5:1998, est apglicable
avec lgs conditions spécifiques suivanies. adiction entre ces normes, le(2.3 de
la CEI61747-5:1998 doit pre

7.2.2 But
Le but|de cet esgai e die ement du spécimen dans un environnemient de
vibratigns tel qu d isation réelle.

7.2.3 Age

L'équiq Qj 8 -Capable de maintenir les conditions d'essai spécifiées au 7{2.4. I
conviept que\la tab d'ss' vibrations ne résonne pas dans la gamme de fréquenges de
vibratig itiohs\d'essai. Les caractéristiques exigées s'appliquent au systéme de
vibratig t, guiinciyt un amplificateur de puissance, un vibrateur, un montage d'essai,

un spécimenetuh systelrie de commande lorsqu'il est chargé pour étre soumis a un esfai. Le
corps ¢lu dispositif doit étre solidement fixé pendant I'essai. Si une méthode d'installatjon est
spécifiee pour le dispositif, elle doit étre respectée pour fixer le dispositif. Le spécimen doit
étre sdumis a I’essai lorsqu'il ne fonctionne pas.

7.2.4 Procédure d’essai
7.2.41 Conditions d'essai

7.2.41.1 Mouvement de base

Le mouvement de base doit étre une fonction sinusoidale du temps et tel que les points de
fixation du spécimen se déplacent essentiellement en phase et selon des lignes droites
paralléles.

7.2.4.1.2 Mouvement parasite
L'amplitude maximale d'un mouvement parasite transversal au niveau des points de contrble

selon n'importe quelle perpendiculaire a I'axe spécifié ne doit pas dépasser 25 %. Dans le
cas de spécimens de grande taille ou de masse importante, I'apparition d'un mouvement de
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rotation parasite de la table de vibrations peut étre importante. Si c'est le cas, la spécification
applicable doit prescrire un niveau de tolérance.

7.2.41.3 Tolérance sur le signal

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, des mesures de tolérance sur le
signal d'accélération doivent étre effectuées et la tolérance sur le signal ne doit pas dépasser
5 %.

7.2.41.4 Tolérance sur I'amplitude des vibrations

Point de référence: + 15 %;

Point de contréle: + 25 %.
7.2.4.1.5 Tolérances sur la fréquence

7.2.4.1.5.1 Endurance par balayage

+ 1 Hz|de 5 Hz a 50 Hz;

+ 2 % au-dela de 50 Hz.
7.2.4.1.5.2 Endurance aux fréquences cri
+2 %.

7.2.4.2 Sévérités

7.2.4.2.1 Généralités

Une sdvérité des vibrations me de

fréquepces, I'amplitud les de
balayape).

7.2.4.2.2

La gan sissant
une fré u 2.

amme de fréquences — Extrémité inférieure

Fréquence inférieure f,

Hz
5
10

20

Tableau 2 - Gamme de fréquences — Extrémité supérieure

Fréquence supérieure f,

Hz
55
100
200
300
500
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Les gammes recommandées sont indiquées dans le Tableau 3.

Tableau 3 — Gammes de fréquences recommandées

Gammes de fréquences recommandées, de f, a f,

Hz
5a 100
5a 200
5 a 500
10 & 55
10 a 200
10 a 300
10 a 500

7.2.4.2.3 Amplitude des vibrations

L'ampljtude des vibrations doit étre indiquée dans la s litudes
de vibrfations recommandées avec la fréquence de trahsition~sont\ndiqué leau 4.

Tableau 4 — Amplitudes de ﬁ 8
litude d'accéjération au-dela la fréquente de
transition

Amplitude de déplacement sous la fréquence A
transition
m/32 g,

0,035 ) v 0.5

0,075 9,8 1,0

14,7 1,5

19,6 2,0

3,0

NOTE | Les valeursgfxee\ﬁ}w \\s/e Tableau 4 pour des fréquences de transition comprise$ entre
57 Hz ¢t 62 Hz.

7.2.4.2.4 & ndurarice

7.2.4.24.1 par balayage

La durée de,l'essaid'endurance sur chaque axe doit étre indiguée comme un nompre de
cycles|dédbalayage choisis dans la liste suivante.

1, 5,10, 20, 30, 45, 60, 120

Le balayage doit étre continu et la fréquence doit varier exponentiellement avec le temps. Le
temps d'endurance associé au nombre de cycles de balayage ou la vitesse de balayage en
octaves/minute doit étre spécifié(e). Pendant la recherche de réponse a des vibrations, le
spécimen et les données de réponse a des vibrations doivent étre examinés afin de
déterminer les fréquences critiques.

7.2.4.2.4.2 Endurance aux fréquences critiques

La durée de I'essai d'endurance sur chaque axe aux fréquences critiques trouvées pendant la
recherche de réponse a des vibrations doit étre choisie dans la liste ci-dessous. Cet essai
doit étre répété pour le nombre de fréquences critiques, tel que spécifié dans la spécification
applicable.
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10 min, 15 min, 30 min, 90 min.
7.2.5 Evaluation

Apres l'essai, les contrdles visuels, dimensionnels et fonctionnels doivent étre effectués et
comparés comme cela est décrit au 6.1.

7.3 Chocs
7.3.1 Généralités

La CEI 60068227 et Ie 2.4 de la CEI 6174751998 d0|vent etre appllques avec les

conditi de la
CEIl 61
7.3.2
Cet esp Bau ou
d'un m ou en
utilisat nt des
chocs felativement non-répétitifs.
7.3.3 Appareillage d’essai
Le corps du spécimen doit étre solige H'essai
alignée sur 'axe z de la machine d'es$ chocs
le longl de I'axe y' du spécimen. Si une ispositif,
elle dojt étre utilisée pour fixer le dispositi
F|x |on
< %
N
< | 51 y
Module
NP OLED
N Y
Z T
L » X / >
z IEC 1686/13
a) Exemple de machine d'essai de chocs b) Direction d'essai d'un spécimen

Figure 1 — Configuration d'un montage d'essai de chocs OLED

7.3.4 Procédure d’essai

L'essai Ea, spécifié dans la CEl 60068-2-27, est applicable avec les exigences spécifiques
suivantes. Les conditions doivent étre choisies dans le Tableau 5, en tenant compte de la
masse du dispositif et de sa construction interne.
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Tableau 5 — Conditions d'essai de chocs

Amplitude de créte 4 Durée correspondante D de Variation de vitesse correspondante
I’impulsion nominale AV
Demi-sinusoidale Trapézoidale
m/s? (g,) ms m/s m/s
50 (5) 30 1,0 -
150 (15) 11 1,0 1,5
300 (30) 18 3.4 4.8
300 (30) 11
300 (30) 6
500 (50) 11
500 (50) 3
1 000 (100) 11
1 000 (100) 6
2 000 (200) 6
2 000 (200) 3
5 000 (500) 1
10 000 (1 000) 1 A\

NDTE Les valeurs préférentielles sont;ébﬁ\gnée/s./\\ > ( ( 3 ‘\>

un™certain nombre de facteurs, et les
difficulfés inhérentes a fairg rgfe préférentiel donné dans la|norme
(voir I'Article A.3 de la € écification applicable doit indiquer la
forme ¢'onde utilisée.

Sauf indication contraite dans e spggi applicable, trois chocs successifs doivent étre
appliqyés dans e i i n, soit
un total de 18 cho€ss et des
dispos rientés
de tell i igehces sur les axes ou les directions de la spécification
applice i n (voir
I'Article A.7

7.3.5

Les co és, tel
que dé

7.4 Résistance quasistatique

7.4.1 Généralités

Le paragraphe 5.4 de la CElI 61747-5-3:2009 est applicable avec les conditions spécifiques
suivantes.

7.4.2 But

La présente norme a pour but d'établir des exigences uniformes pour des mesures précises et
fiables de la résistance quasi statique de panneaux ou de modules OLED. La résistance quasi
statique d'un module OLED peut étre spécifiée pour assurer le niveau d'endurance mécanique
des charges externes quasi statiques dans et autour de la zone d'affichage en utilisation
normale, par exemple s'asseoir sur le produit ou toucher ou appuyer avec le bout du doigt sur
la zone d'affichage.
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7.4.3 Spécimen

La présente norme s'applique aux panneaux ou aux modules OLED pour des applications
mobiles ou informatiques. Des produits a module OLED intégrant d'autres composants, par
exemple des écrans tactiles (TSP), un film et un couvercle de protection, peuvent étre utilisés
comme forme acceptable de spécimen. Dans tous les cas, une taille d'échantillons minimale
d'au moins 6 panneaux ou modules doit étre utilisée pour obtenir une distribution de
résistance statistiquement significative, représentative de la résistance quasi statique du
spécimen aux charges externes induites par la manipulation, le traitement et la fabrication du
spécimen spécifié comme faisant partie du produit final.

Tigg¢ métallique \

Spécimen

Cadre avec
cavité

Hure

IEC 1687/13

a) Support de contou z b) Support latéral

greil de mesure de résistance quasi statigue

7.4.4

La régistance qu pécimen est mesurée en plagcant le spécimen [sur le
chassi ] hargeant au centre, comme cela est représenté a la Figure 2.
Le spgcimen\doit é# is suf le chassis avec la cavité rectangulaire, comme cgla est
représer , Ou sur des supports Iatéraux comme cela est représen é ala
Figure diquée

dans la prds le
permet. ications
mobilep. iamétre
de la tige'mé ) a a utiliser

une tige metalllque de 10 mm de dlametre pour les echantlllons dont la longueur diagonale de
I'affichage peut atteindre 101,6 mm (4 pouces). Pour des modules plus grands, comme pour
les applications pour moniteurs ou ordinateurs bloc-notes, une tige de 19 mm de diamétre est
recommandée. Le méme appareil peut également étre utilisé pour charger le module OLED
excentré et obtenir sa résistance a différents endroits. Cet essai de résistance quasi statique
ne s'applique généralement pas aux applications pour télévision.

7.4.5 Procédure d’essai
7.4.5.1 Généralités

Il convient que la vitesse de déplacement soit suffisamment petite pour que la charge ne
génere pas de réponse dynamique importante, de telle sorte que le taux de contrainte
maximale sur le spécimen doit étre de I'ordre de 1,0 x 104 s-1 [3]. La vitesse typique de la
charge ou la vitesse typique du coulisseau est de 3 mm/min ou 5 mm/min pour des afficheurs
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de petite taille, de telle sorte qu'une défaillance peut se produire dans une période de mesure
comprise entre 30 s et 45 s. En fonction du but de I'essai, la procédure d'essai suivante peut
étre appliquée.

7.4.5.2 Résistance de charge statique

Pour cet essai, une charge spécifiée est prévue pour évaluer la résistance du module a une
charge statique externe selon la spécification applicable. Une charge spécifiée est réglée et
la charge est appliquée sur la surface du spécimen en descendant la tige métallique, comme
cela est représenté sur la Figure 2. Une fois la charge spécifiée atteinte, la tige retourne a la
position de départ. Plusieurs charges peuvent étre appliquées par étapes. La position de
charge du spécimen doit étre le centre de la zone actlve de Iafflcheur mals plusieurs
positio 2 ilisées
selon |

B zone d'intérét.
7.45.3 Charge de défaillance quasi statique

Dans la continuité de I'essai de charge spécifiée de 7.4.5.2, cet € S a feégurer la
charge| de défaillance. La tige métallique descend pour appu er surlg sk bcimen
jusqu'q la rupture du spécimen. Le spécimen est classé &fai charge
appliqgyée commence a diminuer de plus d’'une proportion donneée) par-e b de la
valeur créte de la charge.

7.4.6 Evaluation

Pour I'essai de charge statique, la charge
spécifig sur lequel I'acceptation ou le hsé(e).
Pour I'essai de charge de défaillance de e etla
valeur [minimale avec la charge de défai es. Le
rapporf d'essai sur le spéci it ina scireén comporte d'autres composants.

7.5 Fssai de courbure 3

7.5.1 Générali:’s
La pregsente nohre

ément de la CEI61747-5-3, dans laquelle la
caracterisation du €9 est particulierement mise en valeur. La résistance
quasi e : simplement la résistance aux flexions des pampneaux
OLED integrité de [a ucture”des panneaux sont évaluées dans la configuration de

I'essai pts. Bien que l'essai de courbure a quatre points n'ait pas de
limitati afineau d'affichage, cet essai convient généralement [a des
applicgt obileardontVa diagonale mesure au maximum 101,6 mm.

7.5.2

L'essa

utilisé € ) , 863 .
Iechantlllon de module est expose a dlfferentes charges mecanlques dans des cond|t|ons
d'utilisation hostiles, par exemple la torsion d'un combiné, etc. Dans le cadre de cet essai, le
verre des panneaux d'affichage OLED est considéré fragile et comme ayant la propriété selon
laquelle la rupture se produit normalement a la surface du verre sous |'effet de la contrainte
de traction maximale. La résistance a une défaillance du module d'affichage est déterminée
quand un composant parmi les plus faibles dans le spécimen est défaillant. En fonction de la
structure du panneau, la liaison la plus faible peut étre le bord inférieur du verre, mais la
défaillance peut avoir d'autres origines, par exemple la désintégration du matériau
d'étanchéité. L'essai de courbure a quatre points est recommandé puisqu'il distribue la
contrainte de traction maximale sur une surface ou un volume plus grand que dans le cas de
I'essai de courbure a trois points.
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7.5.3 Spécimen

Le spécimen est un panneau d'affichage constitué de verre a l'avant et a l'arriére. Le
spécimen d'essai peut contenir un polariseur. Ce n'est toutefois pas nécessaire si I'essai est
réalisé lors de la phase de production ou les polariseurs n'ont pas été encore placés.
L'utilisation d'un polariseur ou de toute autre bande élastique est autorisée sur la surface du
spécimen pour maintenir les fragments craquelés et permettre I'observation de I'origine des
craquelures. Au moins 10 spécimens doivent étre utilisés pour estimer la moyenne. Au moins
20 spécimens doivent étre nécessaires si des estimations sur la forme de la distribution de la
résistance doivent étre indiquées. S'ils ne sont pas utilisés a d'autres fins spécifiques, les
échantillons doivent provenir de plusieurs feuilles ou de différentes régions d'une seule feuille
ayant servi a fabriquer Ies panneaux d'affichage. N'importe quel spécimen peut étre rejeté
avant ¢ pTOo s ffecter
gdeur ne

7.5.4 Appareillage d’essai

7.5.41 Machine d’essai

La mac¢hine d'essai est constituée d'un chéssis d'essai et d C g i bure a
quatre|points. La Figure 3 illustre un exemple de mon . points
avec yn spécimen de panneau OLED. Le chéassig rgeuse
verticale, qui peut étre pilotée de maniére e ou
pneumptique, d'une cellule de charge montée ef\ 5e que
les mophtages sont relativement rigide§ cau de
la machine d'essai est imposée comm igences
doiven} également étre satisfaites pour fin de
garantlr la fiabilité des données avec une

7.5.4.2

Des bprds d'appui cylindri i tre lisés pour soutenir le spécimen et pour
appliqyer la charge, mm en

fonction de I'é d'acier
suffisamment durs

ouvoir
rouler |librement pe nts de

charge urnent
latéral > ihen et
assurent ung iStributie 5 i€ s des
roulemle i ' iti ht des
monta
Roulemélts T LU - 1
cylindrique3§ Avant du

panneau = foooooooooe- S ELEE e

Montage ><
d’essai <‘ N . / R S

Y = il E— I.
| © "
I —
IEC 1688/13
a) vue de profil b) vue de face

Figure 3 — Schémas de I'appareillage d'essai et des cotés a roulements a broche
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iits

7.5.5

La lon té court
du ver hent. La
quantité 2 ela des
roulemients externes pour permettre au spécimen de glisger.s L er I'effet
de la i ment au
montage. La contrainte maximale adry fan &Ci € a la charge initialg ne doit
pas dfpasser 25 % de la résistance S i dg courbure a quatre pgints, un
spéci 3 e-jusqu'a la rupture. La vilesse de
déplacement a utiliser dépend des porfées choisigs) est choisie de telle sorte que le temps
nécesdaire pour effectuer un cycle d'e i i ent long, comme cela est décrit au
paragraphe 7.4.5.1, alo S ne défaillance pour des gammes de
spécinens typiques vont z \DewTableaw®6 présente des exemples de combjnaisons

de configurations d'es

o
Vitesse de

@ s (m §, (mm) déplacement
(mm/min)

ey > 20 10 3
Q \ y&{\ 40 20 5
80 40 10

Spécifiguément, la portée entre le gabarit d'essai et les rouleaux de charge doit étre ajustée
pour u S ée de
charge (S;) spécifiées, afin de couvrir la majeure partie du bord de panneau soumis a une
courbure. D'autre part, pour empécher l'effet de la taille de la zone de courbure sur la
résistance de bord du verre et pour réaliser I'essai avec les mémes critéres de résistance
indépendamment des tailles des spécimens en essai, une portée de charge constante et une
portée de support peuvent étre spécifiées. Dans tous les cas, la portée de charge doit étre la
moitié de la portée de support [3]. Les roulements cylindriques doivent étre placés
soigneusement, de telle sorte que les portées soient précises a + 0,10 mm.

inaisons de paramétres d'essai

7.5.6 Analyse aprés essai
7.5.6.1 Analyse de I'origine d'une rupture

Puisque les panneaux OLED peuvent avoir différentes structures pour différents mécanismes
d'émission et différents systemes d'encapsulation, ils peuvent présenter des mécanismes
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uniques de rupture. Par conséquent, I'origine d'une rupture d'un spécimen soumis a un essai
de courbure a quatre points peut étre différente. Il est donc nécessaire et important de
garantir que cette méthode d'essai de courbure a quatre points est valide pour évaluer
I'endurance mécanique dans la zone d'intérét. Une analyse de l'origine d'une rupture par
fractographie est fréquemment menée pour examiner l'origine de la défaillance du panneau.
Les modes de défaillance potentiels incluent la qualité du bord inférieur ou la faible intégrité

du matériau d'adhérence et/ou d'autres faiblesses de la structure.

7.5.6.2 Analyse des résultats d’essai

L'unité d'essai mécanique utilisée pour I'essai de courbure a quatre points indique une charge
de défaillance quand un spécimen soumis aux procédures d'essai décrites dans cette
méthode d'essai est defaillant. Il est tres important de convertir ces va de charge de
défaillance en expression normalisée de contrainte de défaillance ou nce-dans le
rapporf d'essai. Les résultats présenteront une dispersion statistia ur des
tailles d'échantillons finies, et les paramétres statistiques de Weib ier cette
variabilité [1, 6]. Il existe plusieurs maniéres d'obtenir les donné ce. La
simulation par analyse par la méthode des éléments finis (F e pour
estimef la valeur de la résistance, o, a partir de la charge d iditée en

flexion| Habituellement, pour les données sur le materl
facteun de conversion B, tel que ‘Tmax i i grie de résuliats de

simulati 2RAiss anneau. Les données
d'essa 5 i e’correspondantgs pour
la taile et I‘épaisseur données du spéci i plement ce factTur de
conve QE dpas exactement a celles du
tablea i ien i tableau de conversion. Si la
déformatlon avant la défaillance dépa s_pourcents la portée de suppoft (Sg),
une simulation par FEA avec une (théorig inéalye doit étre utilisée pour ¢valuer
précisgment la contrainte. S se des résultats d'essai utilisgnt une
simulation par FEA est p

Il peut| exister d'autres autres

méthodles est I' sati i de contrainte Dans cette méthode plwsieurs
jauges|de contrain ‘ dre que

la confrainte de tra ce est
étroite ut étre
conve c défaillance. On considére que cing échantillons qu plus
pour lgs me ¢ i 3 contrainte sont utilisés pour calculer le facteur de conyersion
moyen|enire i et les mesures de contrainte. D' autres essa|s concernant les
échan i trainte
de dé a|IIce 3 brait a

mesurer par 0 i ) grtir de
I'origin o n doit
noter A zone
miroir iduelles

préexistantes dans le matériau d'étanchéité. Cette méthode est souvent utilisée en
combinaison avec l'analyse de l'origine de rupture pour déterminer la cause et I'effet
principaux de la défaillance.

7.5.7 Evaluation

Les valeurs de résistance moyenne ou minimale peuvent faire I'objet d'un compte-rendu de
résultats d'essai dans la spécification, mais il est plus recommandé d'utiliser la valeur B, de
la résistance aprés adaptation des données d'essai statistiques [1]. La méthode d'extraction
des données de résistance et les éléments a faire figurer dans I'analyse aprés essai doivent
étre indiqués dans la spécification applicable. La valeur minimale ou la valeur B, de la
résistance, le facteur de forme ou les écarts types et la valeur moyenne de la résistance avec
les données brutes de chaque spécimen doivent étre indiqués. La spécification applicable doit
fournir les critéres sur lesquels I'acceptation ou le rejet du spécimen doit étre basé(e).
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7.6 Essai de chute pendant le transport
7.6.1 Généralités

L'ISO 2248 doit étre appliquée avec les conditions spécifiques suivantes.

7.6.2 But

L'objectif de cette norme est de spécifier une méthode pour réaliser un essai d'impact vertical
en laissant tomber un emballage d'expédition de produit complet et plein.

7.6.3 Echantillon d’essai

L'emballage d'essai doit normalement étre rempli de modules ou OLED
principplement pour des applications mobiles ou des applications pour/ordin Lnotes.
Si le nombre d'échantillons d'essai est insuffisant pour remplir I'epabs 2chantillons
facticep sans défaut mécanique peuvent étre utilisés. S'assurer que 3 3 sai est

7.6.4 Procédure d’essai

L'emballage d'essai est soulevé au-dessus d'une suffacg igide’ et laché pour heurter
cette qurface aprés une chute libre. L phéri , la hauteur de cn:ute et
I'orientption de I'emballage sont prédé Lot éssai doit avoir l'upe des
orientgtions prédéterminées suivante n spécimen soit confgrme a
I'Article 7 et a I'Annexe de I'lSO 2248:19 i riéthode d'identification donnée
dans I1SO 2206. L'impact sur une facg¢ bord et I'impact sur un coin spnt les
types d'orientation de chute de base a cha@ es multiples d'un type d'orientation
ou d'une combinaison de 3 ' ntréler
I'endurgance mécanique sowvs diffé myp i€aux pendant les processus d'expgdition
et de nmpanipulation.

L'ordrg des orin indig juence
d'essals pour un egb K

T{tﬁi 7 <.EX de séquence de chutes d'emballage

Coin a sur lequel une chute est considérée la plus faible.

Ordrle de crﬁte \\> Description

boids b, Bords connectés au coin a.

facesl|e, f, g, 0,1, j La face e est |a face de dessous lorsque le coin a, est placé comme indiqué syr la

Figure 5.

Les faces f. g, h, i et | sont |a face de dessus, la face de droite, la face de gauche] la face
avant et la face arriere, respectivement.
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Voir le Tableau 7.

Figure 5 — Ordre de chute d'emballage de transpor,
La tolgrance sur la taille dans I'orientation prédéterminée est inférie auteur
de chyte prédéterminée. Pour des chutes sur un bord ou s ‘e une
surface prédéterminée et la surface horizontale ne doit pas le des
valeurg parmi = 5 ° ou £ 10 % de I'angle.
7.6.5 Evaluation
Les cantréles visuels, dimensionnels et fonction gffectués et comparés
commpg
7.7 Fssai de force d'adhérence
7.71 But
Le but|de cet essai est e té aux
exigeng liaison
d'une rarte de circui ur des
applicgtions mobjles. Jivisée
par la portée d'e ailles.
7.7.2 2 !
Apres avoir fixd ing avec
une Jaluge ispositif,
comme cimen
de FPCB her un
FPCB [de ple bbtenir
une pqgrtée d'essai appropriée aprés l'assemblage. La portée d'essai recommandée [est de
10 mm|. L'émplacenment de la portée d'essai sur toute la portée de la FPCB doit étre gpécifié
comme {a part|e gauche centrale, droite ou n |mporte quelle partie deS|gnee Les spétimens
dOiven eue pledeEb dvel Ullc pUbIlIUII ue punee U Ebbdl ou urie bUlIIUIIIdIbUII ue pluSleUrS

positions de portée d'essai. Au moins six échantillons doivent étre évalués. L'échantillon de
FPCB doit étre fermement attaché et doit étre tiré jusqu'a une défaillance, comme cela est
représenté a la Figure 6. La force de liaison est une valeur maximale indiquée par la jauge.
Dans tous les cas, que le spécimen soit tiré sur toute la portée de la FPCB ou sur une partie
de la portée, la force d'adhérence est considérée comme la valeur de la jauge divisée par la
d'essai. La direction de la traction et du dispositif lié doit étre maintenue
perpendiculaire pendant I'essai. Il convient que la vitesse de traction soit suffisamment faible,
comme cela est décrit au 7.4.5.1.

portée
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